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SVEPSPETSMIKROSKOPI FAF085

Scanning Probe Microscopy

Antal hogskolepoing: 7,5. Betygsskala: TH. Niva: A (Avancerad nivd). Huvudomrade:
Teknik. Undervisningssprik: Kursen kan komma att ges pa engelska. Valfri for: F4,
F4nf, MNAV1, N4nf. Kursansvarig: Docent Dr. Edvin Lundgren,,
edvin.lundgren@sljus.lu.se och Docent Dr. Anders Mikkelsen,
anders.mikkelsen@sljus.lu.se, Fysik, kurslaboratoriet. Férutsatta férkunskaper: FFFFO05
Fasta tillstindets fysik (eller FFFFO1 Elektroniska material) och FAFA10 Kvantfenomen
och nanoteknologi. Kan stillas in: Vid mindre 4n 6 anmilda. Begrinsat antal platser: Ja.
Urvalskriterier: 1. Inriktningen av paborjat examensarbete. 2. Antal poing som har
uppnitts eller tillgodoriknats pa programmet. 3. Erhallna betyg pa kurser inom
programmet dir slutbetyg erhéllits. Prestationsbedémning: For att bli godkind pa kursen
krivs godkidnda laborationer och godkint projektarbete. Projektarbetet redovisas skriftligt
och presenteras muntligt vid ett seminarium. Betyget sittes baserat pa en sammanvigning
av laborationer (30%) och projektarbetet (70 %). Hemsida:
heep://www.sljus.lu.se/staff/anders.

Syfte

Kursen behandlar det mycket spinnande omradet extremt hégupplésande
mikroskopering med anvindande av svepspetsmetoder. Dessa tekniker har idag fatt vitt
spridda anvindningsomraden frin avancerad fysik och kemi med atomir precision till
biologiska tillimpningar sisom studier av enskilda celler och virus. Kursen behandlar bade
bakomliggande teori och praktiska aspekter pd handhavande samt méjliga
anvindningsomraden av svepspetsmikroskopi. Speciell tonvikt kommer att liggas pa
STM (eng. Scanning Tunneling Microscopy) och AFM (eng. Atomic Force Microscopy).

Mal

Kunskap och forstielse
For godkind kurs skall studenten

« kunna forklara och beskriva de grundliggande fysikaliska principer som utnyttjas vid
avbildning med STM och AFM.

« kunna férklara och beskriva hur mitdata tolkas.

« kunna beskriva de SPM metoder och sensorapplikationer som utvecklats frin STM och

AFM.

« kunna beskriva de méjligheter och begrinsningar som SPM metoderna har.


http://www.sljus.lu.se/staff/anders

« kunna utvirdera och vilja limplig SPM-metod for en specifik fragestillning.

Firdighet och formaga
For godkind kurs skall studenten

« kunna anvinda AFM for avbildning.

« kunna skriva vilstrukturerade projektrapporter som sammanfattar, forklarar och
analyserar experimentellt och/eller teoretiskt arbete.

« kunna presentera egna resultat i ett muntligt foredrag.

« kunna sjilvstindigt s6ka information utéver kurslitteraturen.

« kunna integrera kunskaper frin kursen i vetenskapliga diskussioner.

Innehall

Introduktion till svepspetsmikroskopi. Instrumentering; Datainsamling/styrelektronik,
koncept for vibrationsisolering och anordningar f6r positionering. STM: Princip och
praktiska tillimpningar, metoder f6r avbildning, tunnelspektroskopi, samt spets- och
prov- preparering. AFM: Princip och praktiska tillimpningar, metoder f6r avbildning,
kraftkurvor, samt prob- och prov- preparering. Ovriga SPM metoder: Principer och
praktiska tillimpningar. Tillimpningar av SPM inom fysik, kemi, biologi samt
nanoteknologi. Databehandling och tolkning av mitdata. Sensorer baserade pa SPM

metoder.
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